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摘要(译)

本发明涉及一种带算法校准处理的超声波去噪检测系统，包括用于检测
待测组织的超声波探头、显示屏及用于控制超声波探头的主机，超声波
探头带有检测基元，还包括静态标准图像；待测组织包括静态对比组织
及空白本底，主机中装置有图像处理器、信号发生器，图像处理器包括
比对模块、叠加处理模块及算法处理模块；检测基元包括奇位基元及偶
位基元，主机控制信号发生器先后发出奇、偶位信号激活奇位单元检测
待测组织，待测组织将信号交错反射给偶、奇位基元得到偶、奇位检测
信号；得到的偶位检测信号与奇位检测信号通过图像处理器叠加处理得
到的图像显示于显示屏上。
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